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Z technické knihovny

POSPISIL, J. - MICHAL, S.:
Multimedialni slovnik. 1. vyd., Ru-
bico, Olomouc, 2004, 284 str., ISBN
80-7346-019-X, cena 159,- K¢

Pod pojmem multimédia rozu-
mime vSe, co se néjak tykd zvuko-
vych a obrazovych signdlil i pfenosu
informaci. Jde o hudbu a videozédzna-
my a také technologie s tim spojené
¢i piibuzné.

Multimedidlni technika zahr-
nuje mnoho vé&dnich a technickych
obort. Vysledkem je nepreberna
fada vyrobku spotfebni elektroniky.
Od mobilnich telefont pres fotoaparaty a videokamery, televizo-
ry, videa, rizné pfijimace i pfehrdvace, aZ po pocitace s programy
véetné ruznych dopliitkovych zatizeni.
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Navic se rodi nova zafizeni a aplikace. Soub&Zné jsou snahy o slu-
Covdni riznych funkci. Napf. spojeni videokamery a digitdlniho
fotoapardtu, mobilniho telefonu s internetovym prohliZecem i ra-
dioptijimacem, doplnéni pocitace o sledovdni televize, televizor
vybaveny videorekordérem a pocitacem s pripojenim k internetu
apod. P1i dsili o kombinaci pfistroji a jejich funkci roste vyznam
pocitacu. Jako stavebnicové zafizeni, s vhodnymi programy a pe-
riferiemi, umoZiujici rozlicné multimedidln{ sluzby.

Nadroky na znalosti v této oblasti rostou a vyznat se v této
problematice je stdle obtiznéjsi. Cilem této publikace je snazsi
orientace v dané problematice.

Kniha je rozdélena do dvou casti. Prvni ¢ast obsahuje vy-
klad 1 400 zdkladnich pojmi a zkratek z multimedidlni oblasti
k jejichZ vybéru poslouZily ceské a americké noviny a casopisy.
Druh4 ¢ést obsahuje vice nez 7 000 abecedné fazenych anglickych
slov a zkratek. Jako kaZdy slovnik nemiiZe postihnout nékterd ak-
tudlni hesla, tak i v tomto piipadé nemohly byt uvedeny nékteré
aktudlni technologie. Presto se jednd o svého druhu ojedinélou
publikaci, kterd poslouZi zejména vSem, které tato oblast zajim4,
ale nemohou ji samostatn€ sledovat. Vhodn4 je zejména pro poci-
taCové zajemce, Skoly a vefejné knihovny.

J. Neviala

AFJEHI-SADAT, A.: Nanotechnology and Nanometrology for
Mechanical Engineering Applications. (Nanotechnolégia a na-
nometrolégia pre strojarske aplikacie). (Habilitacna praca).
1. vyd., TU Wien, Abteilung Austauschbau und Messtechnik,
Wien 2004, 178 s., ISBN: 3-901888-29-2

Termin ,,nanotechnoldgia* pravdepodobne prvykrit zaviedol
Taniguchi v r. 1974, kde ho definoval ako oblast rozmerov a tole-
rancii v rozsahu 0,1 nm az 100 nm. V stvislosti s nanotechnolégi-
ou vSak vystipil aj dal$i termin: ,,nanometroldgia®, ktory logicky
patri pre oblast merania v rozsahu vysSie uvedenom.

Dielo, zaoberajtice sa aktudlnymi otdzkami nanotechnolégie
a nanometroldgie v strojarstve je zaloZené na baze stcasnych po-
znatkov a Studif autora v danej oblasti. Formdlne je Struktdrované
do 8 kapitol.

V tvodnej kapitole autor nacrtol obsah danej témy a doleZi-
tost v strojarskych aplikdcidch. V 2. kap. sa podrobne zaoberd na-
notechnoldgiou, jej vzfahom k nanometrolégii a dal§simi aspektmi
(topografia povrchov, atomové manipulécie apod.).

3. kap. je venovand problematike nanometrolégie — tu je po-
dany vyklad o podstate a vztahoch v nanometrovej oblasti. Velmi
zaujimava je aj stat o kalibracii v nanometrovej oblasti a pozndm-
ky k metédam merania interferencnymi metédami.

Metrol6gia povrchov tvori obsah kapitoly 4. Autor tu podrobne
diskutuje otdzky parametrov profilu povrchu, ako aj zdroje chyb pri
merani tychto parametrov. TieZ sa tu zaobera filtrdciou pri snimani
povrchov a kritickym posudzovanim charakteristik povrchov.

5. kap. je venovand tzv. nekonvenénym metéddam. Ide tu
o postupy s aplikdciou skanovacej mikroskopie a mikroskopie
atomovych sil. Dalej si uvedené met6dy merania so skanovacou
termdlnou mikroskopiou a dal§imi modifikdciami tejto metddy.
V 6. kap. st rozobraté otdzky navrhu vysokopresnych metrolo-
gickych zariadeni, aj s praktickymi ndvodmi pre projektovanie
prislusnych laboratérif (filtrovanie vzduchu, klimatizicia, antivi-
bracné zdklady, atd.).

7. kap. poddva pohlad na problematiku, aplikovanu v stro-
jérskej praxi. Autor uvddza nielen technické, ale aj ekonomické
aspekty, priCom zdoraziuje i prislusné vyhody aplikiacie nano-
technologii.

Dielo je zavrSené stpisom literatiry (124 prameniov); moZno
ho odportcat vSetkym zdujemcom o nanotechnolégiu!

1. Brezina

GASVIK, K. J.: Optical Metrology. (Optickd metrolégia).
3. vyd., J. Wiley and Sons, Ltd., Chichester 2003, X + 360 s.,
ISBN: 0-470-84300-4, cena: 45,00 GBP

Uspesnost diela nérskeho autora dokumentuje aj tretie vyda-
nie (v priebehu 2 rokov) monografie, zaoberajicej sa problemati-
kou metroldgie optickych veli¢in.

Kniha je ¢lenend na 13 kapitol, plus dodatky. Uvodn4 kap. sa
zaoberd zdkladmi optiky (vInovd Struktira svetla, geometrickd op-
tika, optické prvky apod.). V 2. kap. sa autor zaoberd komplexne
gaussovskou optikou, so zvlastnym dorazom na refrakciu, reflexiu
a aberacné problémy. Taktiez zdkladnym pristrojom (dalekohlad
a mikroskop) je tu venovand pozornost.

Dalgie dve kap. st venované fundamentélnym otdzkam inter-
ferencie a difrakcie. Kap. 5 sa zaoberd zdrojmi svetla a prislus-
nymi detektormi; nasledovna kap. 6 je inStruktivnym vykladom
o holografii. 7. kap analyzuje otdzky aplikdcie Moiré met6d
a metdd optickej triangulécie; dalSia kap. sa zaoberd Skvrnkovymi
(speckle) metédami.

Vztahy medzi polarizovanym svetlom a metédami fotoelasti-
city su stru¢ne pojednané v kap. 9.

Velmi zaujimava kap. 10 sa zaoberd digitdlnym spracovanim
obrazov. Zaujme tu tieZ stat o kalibrdcii snimacich kamier (aj ked
z metrologického hladiska tu mohol autor uviest viacej podrob-
nosti) a stat o diskrétnej fourierovskej transformécii.

11. kap. monografie pojedndva o analyze interferogramov
(ziskanych r6znymi metédami interferometrie). Cenné si Uva-
hy o zdrojoch chyb pri interferen¢nych meraniach a stvisiacich
problémoch. Posledné dve kapitoly diela diskutuji otdzky poci-
tacového spracovania optickych informécii a aplikdcie optickych
vldkien v metroldgii.

Dodatky (priloha) pozostdvaji z vykladu o komplexnych ¢is-
lach, o zdkladoch Fourierovskej optiky, ako aj o principe metédy
najmensich Stvorcov. Napokon rozsiahly zoznam literatiry a vec-
ny index zavrSujui text tohto zdarilého diela.

Zaverom si recenzent dovoluje vyjadrit jednu vyhradu: Skoda,
Ze autor nevenoval pozornost aj problematike kalibracie optickych
meriadel (napr. meracich mikroskopov, profilprojektorov, optic-
kych drsnometrov, autokolimatorov, teodolitov apod.).

Dielo mozno odporicat vSetkym metrolégom — praktikom,
ktori meraju veli¢iny z optickej oblasti, resp. kalibrujui prislusné
meradla.

1. Brezina



